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用于锂离子电池和燃料电池

以往的X射线荧光分析仪需要大量的液氮，这就需要进行频繁的补给，因此在运输

过程中也会消耗大量汽油。同时液氮在搬运、添加，甚至在未使用的状态下也会

挥发掉一部分。我们积极致力于无需液氮的X射线荧光分析仪的开发，来共同

应对全球温室效应。

此外，EA6000VX采用了Vortex检测器(与以往机型相比)，减少了4%的实际电力

消耗，更是缩短了测量时间，大幅减少了每个测量单位所需消耗的电力，为节省

能源作出了很大的贡献。 

从X射线管照射出来的一次X射线，通过准直器形

成相应的照射直径，照射在样品上。被X射线照射

的样品产生X射线荧光，通过拥有能量分辨能力的检

测器检测出X射线荧光含有的该元素特有的能量与强

度，然后对其进行定性分析、或定量分析。定量分析

分为使用标准物质的标准曲线法和以理论计算求得结

果的FP法。此外，通过在X射线管和样品间放入一次

滤波器，减少背景干扰，可提高特定元素的检测灵敏

度。

EA系列的所有机种均可测量从Al到U

的元素。在真空或He吹扫环境下可从

Na元素开始测量。

能量色散型X射线荧光分析是将X射线照射到样品上，通过收集其产生的

X射线荧光的能量及强度来进行定性、定量的分析。由于照射在样品上

的X射线只有数十瓦，不会损坏样品。无需前处理，更不用破坏样品就

可迅速得到测量结果。可测量固体、液体和粉末状样品。

株式会社日立高新技术科学的前身

精工电子株式会社科学仪器事业部

在1987年开发研制出了能量色散型

X射线荧光分析仪-「SEA2001」。

之后，不断开发出「SEA2010」、

「SEA2100」，随着近年来以

RoHS规定为首的环境管制物质市场

的扩大，开发了「SEA2210A」、

「SEA1000A」，并且随着安装

有高计数率检测器Vortex的最尖

端机型「EA1200VX」的加入，

满足了市场的广泛需求。还有可对

应微区分析测量及镀层厚度测量的

「EA6000VX」。

现在，有超过3000台的EA系列仪

器正活跃在国内外各种分析、检查

的领域中。

虽说使用X射线，但是完全没有危险性。

并且免去对X射线操作者的资质要求以

及设置管理区域等麻烦，只需要在安装

装置时向劳动技术监督部门申报即可。

分析合金、非铁金属的主要成分及不纯物质

分析焊锡的主要成分及不纯物质

分析贵金属的主要成分及不纯物质

分析精炼矿渣

陶瓷的元素分析
玻璃的元素分析

分析各种食品中
的异物

分析饲料中的元素
分析食品容器中
的不纯物质

分析涂料中的元素

分析玻璃中的元素
分析塑料中的元素

分析纤维中的元素

分析纸浆中的元素

测量各种电子零部件

的镀层厚度及组成

测量背面电极中的多层

薄膜的厚度及组成

分析纤维中的元素

分析考古学样品中的元素

分析宝石中的元素

各种样品的元素扫描测量

锂离子电池的异物分析

食品

分析催化剂中的不纯物质

化学

玩具

其它

原理构成图(底面照射)

可测量元素

原理说明

样品

准直器

滤波器

X射线管

彩色
CCD
摄像头

测量部分

检测器

电脑

最适合RoHS&ELV的应用分析 X射线荧光分析仪的高端机型

分析灰烬中的元素

分析土壤中的元素

分析废水中的元素

树脂、金属中的有

害物质的定量分析

环境

分析橡胶中的不纯物质

分析涂料中的元素

分析石油、重油中的不纯物质

分析电镀液的主要成分及不纯物质

射线荧光分析仪的先锋

关于 系列
RoHS

ELV
China RoHS

对环境的考虑

X射线荧光分析

应用领域发展与成果

安全

钢铁 · 非铁金属

电子 · 电气

最适合用于在短时间内连续多点测量微小区域的微量元素

系列化产品

EA8000

系列化化产化产品品品系列化产品

原型号SEA从2013年10月起更改为EA，除SEA1000AII以外



对应环境限制物质
近年来，以欧盟RoHS和ELV等为首，世界各国制定了各种各样的环境限制规定。限制的对象也从电器、电子

元器件、汽车零部件到玩具乃至生活用品，为了对这些环境限制物质进行管理，一台非破坏性的、可在短时间

内得到测量结果的X射线荧光分析仪是必不可少的。

以往，X射线荧光分析仪是从事分析的专业技

术人员所使用的仪器。但是最近由于限制物质

管理范围的扩大，没有分析经验的人来操作仪

器的情况不断增加。因此，为了对应客户的需

求，日立高新技术科学准备了更简单易懂的软

件。

测量值的精度(偏差)会因为样品的不同

而产生变化。以往是事先决定测量时间

而进行测量，无论样品的测定是否能达

到一定的精度。所以有时会浪费测量时

间，相反有时也会在设定的测量时间内

无法达到一定的精度。精度管理软件则

是事先设定一个允许的误差值，当测量

的误差值小于设定的误差值时，测量将

会自动结束。

对于专业分析，也可根据实际样品，自由设定测量条件

和滤波器，从而发挥出最

好的性能。

针对操作者准备了2种模式。对于分析的初学者只需选择最

适合的条件即可，也可使用市售的条形码读取软件输入品

号等。各种各样的设定都是自动进行的。

点击一下即生成报告书

显示测量部

分的图像

显示5个元素
的放大能谱

HSEASY是注册商标号(第5009884号)。 

测量结果只需点击一下即可发送到EXCEL，
另外，测量结果可在总报告书里对样品信息测

量日期、测量结果等进行确认，通过点击样品

编号，还可生成有关测量条件、样品图像、能

谱的A4的详细报告书，也可作为测量结果报

告书使用。

如果测量结果不可靠即使操作简单也没有意义。日立高新技术科学开发

的无需液氮的检测器实现了高灵敏度测量。另外，通过精度管理软件的

使用，确保了客户要求的精确度，并可在最短的必要时间内完成测量。

为了确保可靠性，标准物质是非常重要的。为此，我们取得了ISO17025
认证，并可制作有JAB认证的标准物质，可对应今后不断增加的限制物

质。

操作简单 可靠性

精度管理型判定

报告书功能

操作对应

精度管理软件的结构 Sample-A Sample-CSample-B

Cd浓度100ppm
PE

Cd浓度100ppm
PVC

Cd浓度100ppm
PE+Br材质阻燃剂
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测量不足

测量时间

最佳测量结束时间 最佳测量结束时间最佳测量结束时间

测量时间

金属测量的形状修正

运用1次滤波器改良PB比

各种语言的对应

标准物质

滤波器1

聚氯乙烯(PVC)修正

利用散射线对形状·厚度进行

修正，从而提高精度。

在X射线管与样品间加入1次滤波器

(自动切换)，除去管球靶材的散射

线。由于减少了散射线，所以可以

检测出微小的波峰。

备用多种语言的软件。有英文、中文

(简体字、繁体字)、韩文、日文。

关于X射线荧光分析仪，为了制作标准曲线所使用的标准物质，必须保证其含量的准确性，

株式会社日立高新技术科学获得JAB(财团法人日本适合性认定协会)关于化学分析法的认证。

因此，可提供可靠性高的标准物质。

滤波器的效果，大幅度地降低了背景

英文版 中文版

测量时的形状修正，利用散射线强

度与X射线荧光强度间的关联，对

标准曲线进行修正，从而达到形状

修正的目的。

X
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F
浓
度
平
均
值
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m
)

PVC中Cd100ppm的
厚度修正效果

厚度1mm标准曲线

经过厚度修正

1次X射线

2次X射线

散射X射线

辨别不同材质进行修正，软性PVC、硬性PVC都可以修正。

(专利第4005547号)

测量有害物质前先测量
氯的浓度。

在用标准曲线法进行测量的时候，会因氯的
浓度不同而造成测量的值有很大的变化。

1次X射线

1次X射线
2次X射线
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度
(
c
p
s
/

A
)

强
度
(
c
p
s
/

A
)

全体

散射X射线

软性PVC标准曲线

软性PVC
94ppm

硬性PVC
100ppm

丙烯
100ppm

经过PVC修正

CI测量

测量Cd,Pb等

从CI射出的
X射线荧光

黄铜中Pb的能谱

能量 (keV) 能量 (keV)

散射X射线的能谱

X
R

F
浓
度
平
均
值
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)

右1/2

深1/2

高0.5mm

全体

右1/2

深1/2

高0.5mm

无滤波器

滤波器2

有害物质判定软件Ver.1有害物质判定软件Ver.1



平均值

标准偏差

CV%

认证值

(钡的测量结果省略)

在直径为Φ5mm的整个测量区域摆满样品、仅将1粒样品放在测量区域中央的两

种状态下分别对BCR680进行了测量。

测量结果表明，利用形状修正功能，两种状态下几乎可获得相同的测量结果。

φ1mm
的高灵敏度！

小巧型

无需液氮

370 mm × 320 mm × 155 mm

高灵敏度测量有害物质

HS(有害物质)能量色散型X射线荧光分析仪

作为无需液氮的X射线荧光分析仪，

针对在国内外具有丰富实绩的畅销

机型SEA1000A的微小区域测量方

面进行了强化。

不仅可以对应RoHS，也可对应玩具

以及各种各样有害物质的测量，扩

大了应用的领域。

通过形状修正的效果，尽管是微小样品，通过

φ5mm光束也可得到正确的测量值。

因为采用了大面积的检测器以及样品到检测

器之间最短距离的设计，所以提高了X射线

荧光的检测效果。

测量元素

样品形态

X射线源

检测器

分析领域

样品观察

滤波器

样品室

原子序数13(Al)~92(U)
固体·液体·粉末

小型空冷式X射线管(Rh/W靶材)

管电压：15kV、31kV、50kV 管电流：1mA
Si半导体检测器(无需液氮)

φ1mm, φ5mm(自动切换)

彩色CCD摄像头

4种模式自动切换

370(W)×320(D)×155(H)mm

X-ray Station
打印机(选购)

定性分析功能

定量分析功能

统计处理功能

报告制作

笔记本电脑或台式电脑

喷墨打印机

能谱测量、自动辨别、比较表示

  KLM标示表示、  差异表示

  块体FP法、  标准曲线法

MS-EXCEL®

MS-WORD®

仪器尺寸

重量

使用电源

选购项

聚乙烯中5.8ppm镉的能谱

通过对准直器的改善，提高φ1mm条件下的强度，

在微小区域的测量方面，其灵敏度是以往机型的

4倍，到达检测下限的时间则是以往时间的1/4。

可以放置在检查现场的狭小地方(900mm × 

700mm)，并且可以测量大型样品(370mm × 

320mm)。

因为配备有电子冷却检测器，所以无需液氮，

无需担心液氮的消耗费用及添加时的安全问题。

玩具中铅(Pb)的测量

电压(kV)
环境 大气

样品图像

X射线能谱

光束大小
测量时间(秒)

测量条件

定量结果

900(W)×700(D)×460(H)mm(不包括打印机)

90Kg
AC100~120V, 200~240V±10%, 5A

有害物质判定软件

能谱匹配软件(材料辨别)

薄膜标准曲线软件

环境管制物质测量用标准物质

自动进样器

卤素对应

大型样品室

卤素对应(选购项)

BCR680的测量结果

笔记本电脑也可轻松放入的大型样品室

整个照射区域 1粒

选购项

自动进样器

EN71(玩具用软件·选购项)

最多可连续测量12个样品

可简单对EN71所规定的8种元素

进行测量

高灵敏度



黄铜中的Pb100ppm

DPD模拟Pb_L   线实际谱图

能量(keV)

能量(keV)
能量(keV)

可用于对应环境限制物质，也可

用于专业的分析，以其高性能应

对各种测量需求。

采用株式会社日立高新技术科学独

创的「高计数率检测器」和「精度

管理软件」的组合，能够大幅缩短

测量时间。与以往的机型比较最快

可以缩短到原来10%以下。

通过一个复合滤波器可一次测量

RoHS对象的5个元素，能够使

EA1200VX缩短更多测量时间。

以往滤波器

时间缩短了一半以上

通用滤波器

通用滤波器

Pb滤波器 Cr滤波器Cd滤波器

42秒

共计126秒

42秒

60秒

42秒

新型检测器不仅不需要

液氮，而且计数率和分

辨率性能都远远超越

过去使用液氮的检测器。

结合波峰分离功能 
(DPD)，作为专业分析也

可以实现最佳性能。

X射线荧光分析仪
的高端机型

高计数率检测器(Vortex) 实现惊人的快速分析(高灵敏度)

薄膜中的铅的浓度及镀层厚度测量 自动进样器(选购)

不需液氮就可以实现高分辨率分析

能量色散型最尖端机型

配备有无需液氮的检测器，免去液氮补

给的麻烦。

作为通用的台式机，

采用了世界最高级

的高计数率检测器。

阴极

受
光
面

阳极

检测器的内部

阴极

阳极

电子流

Vortex原理图

5μm化学镍镀层中铅的波峰

通用滤波器(选购) 印刷电路板的氯元素测量例

统计误差3б设定为Cd 30ppm、Pb·Cr 20ppm

测量条件

测量结果

测量条件

测量结果

测量方式

照射直径

管电压

测量方式

照射直径

管电压

10次测量结果

平均值

标准偏差(3б)
CV(%)

10次测量结果

平均值

标准偏差(3б)
CV(%)

测量时间(秒)

准直器

激励电压 (kV)

管电流 (μA)

滤波器

周围环境

数据个数

平均值

值域

标准偏差

CV值(%)

氯元素测量用

真空

Ni-P(μm)
5.54
0.26
4.68

Pb(ppm)
344
8.66
2.59

Sn-Ag(μm)
5.5
0.02
0.27

Pb(ppm)
348
8.95
2.57

Pb 363ppm
Pb 312ppm

自动设定

大气

Pb用滤波器

自动设定

大气

Pb用滤波器

Cd用滤波器

管电流

样品室环境

一次滤波器

管电流

样品室环境

一次滤波器

薄膜FP法
φ8.0mm
50kV

薄膜FP法
φ8.0mm
40kV
50kV

5μm无铅焊锡镀层中的铅的波峰 配备有最多可以连续测量12个样品的自

动进样器，可以在不同条件下连续测量

样品。

当然，最大可放置430mm × 320mm的大

型样品进行直接测量。

测量元素

样品形态

X射线源

检测器

分析范围

样品观察

滤波器

样品室

原子序数11(Na)~92(U) (真空选购项)

固体·液体·粉末

小型空冷式X射线管(Rh/W靶材、W靶材)

管电压：15kV、30kV、40kV、50kV
管电流：1mA
Vortex®SDD半导体检测器(无需液氮)

φ1mm、φ8mm(自动切换)

彩色CCD摄像头

5种模式自动切换

430(W) × 320(D) × 200(H)mm
239(W) × 280(D) × 66(H)mm(真空环境测量时)

X-ray Station
打印机(选购)

定性分析功能

定量分析功能

统计功能

报告制作

仪器尺寸

重量

电源(主机)

EA1200VX
笔记本或台式电脑(OS: MS-Windows XP®)
喷墨打印机

能谱测定、自动辨别、比较表示

选购项

KLM标示 差异表示

块体FP法 标准曲线法

薄膜FP软件

MS-EXCEL®

MS-WORD®

1080(W) × 750(D) × 810(H)mm (不包含打印机)
90kg
AC100~120V, 200~240V±10%, 5A

有害物质判定软件

能谱匹配软件(材料辨别)

薄膜标准曲线软件

自动进样器

分析区域：φ3mm
真空泵(测量轻元素)

环境管制物质测量用标准物质

通用滤波器

装置：EA1200VX 测量条件1

PCB环氧树脂基材中氯元素的测量

  氯元素测量也可在大气中进行

含氯浓度(ppm)

100秒内重复测量的

变化系数为3.6%

良好的重复再现性

φ8.0mm
100

15

545

高灵敏度能量色散型X射线荧光分析仪
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仪器构成

详细观察

样  品

XYZ电动样品台

计数电路

控制电路

显示器环保

高灵敏度

                      配置无需液氮的检测器，省去
                      了繁琐的液氮补给过程。作为
通用的台式机，采用了世界最高级的高计数率检测器
Vortex。
通过「彻底优化X射线光学系统」「检测器的高计数
率、大面积化」，灵敏度实现了飞跃性的提高。
尤其是1mm光束的灵敏度有了显著的改善，与以往的机
型相比，灵敏度提高了10倍以上。

样品：聚乙烯中的     红线：EA6000VX1.2mm光束
                                  蓝线：以往机型φ1mm光束

世界领先
  水平 快速扫描检测

通过大幅提高微小区域的灵敏度和借助高速电动样品台，可快速获得二维扫描图像。特别是强化了

对电路板中铅的扫描，配备了铅扫描专用滤波器，可在几分钟的时间内检测出共晶焊锡中的铅。

并且可对扫描结果中的任意范
围进行能谱显示和浓度计算。

2分钟快速扫描
仅需两分钟的时间，便可以获得样品的扫描图像，通过与清晰的样品图像进行重叠
对比，可清楚判断出铅的分布。

连续多点测量
最多可指定500个测量位置进行自动多点连续测量。在测量大量的样品时可发挥
最高效率。

自动接近 异物扫描分析

通常上方照射型的X射线荧光分析仪可通过手动方式进行高度调整，而安装了激光

传感器的EA6000VX拥有「样品高度自动测量」的功能，可以自动调整最接近样

品的高度，使操作更便捷。同时还可以防止由于操作失误所造成的仪器、样品的

损坏。(在日本，已申请专利)

以往的异物分析是靠肉眼或者显微镜确认比较大的异物，然后通过照射微

小的光束进行元素分析。

以往的异物分析

异物
①样品高度自动测量

激光

②自动接近

分析例

通过使用微小X射线光束，对复合样品也可进行特定部位的测量。

Cu合金中的Cd分析例

0.10

C
d 

K
a

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

21.00 22.00 23.00 24.00 25.00

Cd的能谱

分析范围： 1.2mm

在短时间内测量微小区域的微量元素或薄膜。

 黄铜中
Cd, Pb, Cr

黄铜中
  Cd, Pb, Cr

黄铜中
Cd, Pb,  Cr

3mm 80sec 80sec 80sec

150sec150sec150sec1.2mm

而EA6000VX以其高灵敏度和快速扫描功能，对样品进行全面快速的扫

描，能检测出数十μm以下的异物。

异物分析扫描

70μm的铅的异物也可通
过扫描检测出来

样品台驱动

样品图像 Pb扫描图像

计测结果

   200μm
计测结果

     70μm

电路板中氯浓度的测量

针对无卤化测量的需求，即使是微小区域中的Cl、Br的测量也实现了高灵敏度。

另外，由于采用上方照射的方式，即使对于凹凸不平的电路板，也可精确地指定

测量位置。

分析范围：  3mm
测量时间：300秒Cl能谱

测量结果：

样品形态

X射线源

X射线照射方式

检测器

分析范围

(光束大小)

样品观察

样品室

滤波器

操作部

扫描功能

定性分析功能

定量分析功能

数据处理

安全构造

主机使用电源

(含有电源箱)

选购项

测量元素 原子序数

气使用时原子序数

空冷式小型X射线管(Rh/W靶材)

管电压：15kV、30kV、40kV、50kV
管电流：

    0.2mm、  0.5mm、  1.2mm、  3mm
电动切换

、

可对250(X)  200(Y)mm区域全面进行点的分析以及扫描

分析

气装置、摇杆控制器、信号塔、

双显示器、主机专用台、样品放置夹具、

样品放置薄膜、 用标准物质、打印机、

精度管理软件

固体 粉末 液体

上方照射方式

检测器(无需液氮)

高分辨率CCD摄像头 双系统

6种模式电动切换

台式电脑、 英寸液晶显示器

与样品图像的重叠、区域累计能谱表示、定量计算功能

块体标准曲线法、块体FP法、薄膜标准曲线法、薄膜FP法
能谱测量、自动辨别、比较表示

配备Microsoft Excel 、Microsoft Word
同步样品室门锁、防冲撞功能、仪器诊断

、7.5A

实现 以及其他元素 检测下限的时间。

样品图像

可显示5元素
的放大能谱

高灵敏度X射线荧光分析仪

对于过去真空系统难以测量的液体、粉末样品中的轻元素都可进行分析。

使用拥有独特测量指令运动的氦气吹扫系统，

可实现稳定的测量。

※选购项

Na X射线荧光

对于整个电路板有害物质的管理、

及特定微小区域的测量等方面，

EA6000VX能满足过去的测量装置

难以应对的困难要求。

样品

X光检测器

吹扫

利用高灵敏度、高速测

量功能，提高微小区域

有害元素检测的效率

A：未检出
B：利用样品图像和扫描图像
    确认 粉末
C：仅用扫描图像
    确认 粉末

检测出用肉眼无法确认尺寸的

粉末

锂离子充电电池中的异物分析

利用高速扫描功能，可采用迅速、非破坏性、非接触方式找出电极部分残留的肉

眼难以看见的数十～数百μm的金属粉等异物。

除了扫描图像之外，还可同时获得能谱信息，因此可利用能谱来识别异物元素。

测量例

仅用几分钟即可在CoMn上检测出 粉末、数十～200μm左右的异物(图中白色部分)

异物检测部分的局部放大  对所选择的3处利用能谱进行确认



8000提高原材料成品率

提高LIB生产工艺的效率

构建工艺管理中的异物监测系统

通过工艺改进加强控制异物混入

仅需数分钟～30分钟，即可检查A4大小样品中

20      左右的金属异物，并直接利用X射线荧光

分析，可高效辨别异物元素。

X射线异物分析仪

测量设备的特点

EA8000是一款将装有高分辨率2维传感器的X射线检测设备与

可在微小区域实现高密度X照射的X射线荧光分析仪融为一体

的混合设备，提高了异物分析的效率。

被掩盖的异物也可直接辨别

利用X射线荧光分析仪可辨别元素的范围

利用X射线光分析仪无法辨别元素的范围

集电带
电极板

电极板

有代表性的应用(异物检查、分析)

锂离子电池

燃料电池

高性能薄膜

重视作业效率的易操作性

在锂离子电池上的应用

主要便捷功能

主要规格

利用自动化功能，既可避免测量人员引起的误差，而且不存在

时间约束，可减轻测量人员的负担，提高作业效率

X射线透射图像获取 异物检测 显微镜观察 形态观察、图像读入

异物元素识别X射线荧光分析

样品台移动
显微镜 检测器

X射线透射图像 异物检测 观察 元素辨别                                            异物列表和

报告生成，实现全自动化

仅需数分钟即可获取25X20cm的X射线透射图像 对于检测部位进行扫描分析、样品图像观察

X射线透射图像 样品观察图像 元素扫描图像

自动化测量流程

样品放置

①X射线透射图像获取和异物检测

②利用显微镜观察形态、读取图像

③利用XRF进行扫描分析

④生成异物列表和扫描分析报告

样品更换

制造工艺

原  材  料

材 料 调 配

电极粘合剂
涂装
干燥、冲压
纵切、裁剪

卷取、焊接

注液、封口

老化试验

检验用途

接收检查

混合搅拌管理

工艺管理

接收检查

故障分析

效  果

对正极材料、负极材料、导电助剂进行接收检查，把握
单位质量所含金属异物的个数、尺寸和元素等，从而可
掌握接收时金属异物的含有状况并预测成品不合格率。

利用混合搅拌条件评估
材料均匀程度，通过优
化混合搅拌条件提高生
产效率。

掌握制造设备所发出的尘埃种类和数量的增减，
迅速把握异常状态，以稳定原材料成品率。

对隔膜进行接收检查，从源头上进行异物管理

除了短路痕迹分析外，还可对不存在短路痕迹
的不合格电池进行原因分析。

 Mn_Kα扫描             Co_Kα扫描         Ni_Kα扫描

异物测量事例

原材料接收检查  导电助剂、负极材料 工艺管理  正极板、负极板

进行有机、无机类粉末原料中的异物检查时，将15g左右的原材

料装入塑料袋，并放在检测设备上。几十分钟内即可完成异物检

查及元素的识别。

进行电极板制作工艺的抽样检查时，不分正极、负极，将电极板放

在测量设备上进行测量。只需几分钟至几十分钟，即可完成异物检

查、元素辨别。

导电助剂的测量事例 正极板的测量事例

  称量15g
原材料并装袋

  连同塑料袋
一起装在专用夹
     具上

  将专用夹具
安装在测量设备
  的样品台上

  获取透射图像
(样品整体图像)

  将电极板装在
  专用的夹具上

  将专用夹具装
  在测量装置的
    样品台上

获取透射图像
(样品整体图像)

 将电极板尺寸缩
小到250X200mm
   区域范围内

检测出的异物 检测出的异物

X射线透射图像 FeKa扫描图像 CrKa扫描图像 X射线透射图像 FeKa扫描 CrKa扫描

异物尺寸测量功能

异物报告生成功能

粒度分布显示功能 详细报告生成功能

利用X射线透射图像的投影面积可自动大致计算出

异物的尺寸。

对于检测出的多种异物，可以列表形式输出其“个数”、

“尺寸”、“元素自动辨别结果”等异物报告

将异物尺寸显示为各种粒径对应的个数分布

异物尺寸分布

输出各异物的详细报告
显微镜像
射线透射图像

各元素的扫描图像
异物的能谱图像

测量元素 Al(13)～U(92)
宽250mmX纵深200mm
1kg
从异物检测到元素识别的自动化

利用X射线透射图像自动计算异物尺寸(投影面积)

样品门联动锁、防止样品碰撞功能

AC200V～240V±10%  单相20A
冷却水循环设备240V±10%、信号塔

最大样品尺寸

最大样品重量

自动异物分析功能

异物尺寸测量功能

安全构造

测量设备电源规格

选购项

异物报告
项目 坐标X(mm) 坐标Y(mm) 尺寸X(um) 尺寸Y(um) 尺寸(um2)



EA系列用选购项

软件

标准物质

其他

能谱匹配

判断未知样品与已登

录样品数据库的相似

度。

※EA全系列均为选购项。

块体标准曲线法

常规测量分析报告

有害物质

样品杯 液压机&药剂成型器

薄膜

薄膜标准曲线

E N 7 1 (玩具用)

可以简单检测EN71(欧美玩具安全指令)所限制的8个
元素(锑、钡、镉、

砷、铅、铬、硒、

汞)的软件，可一目

了然地看出各元素的

浓度和统计误差。

另外，通过设定界限

值也可以判断是否合

格。

块体 F P 法

无标准物质时也可以

进行成份分析。

分析结果可以通过宏

软件简单地制作成报

告书。

塑料等、各种(RoHS用、卤素、Sb、 EN71用)标准物质。

液体样品与粉末样品等的专用

容器。
将粉末样品制成固体的液压机。

液压机

各种镀层厚度与组成的标准物质。

使用薄膜标准物质制作标准曲线，可以测量单镀层 双镀层 合金镀层的厚度及组成。  ※EA全系列均为选购项。

根据标准曲线法进行

成份分析。

适用于在事先设定的

测量条件下连续测量

样品。

环境限制物质管理软件

有害物质判定软件 大幅提高X射线荧光分析仪的测量效率。
实现数据的集中管理和搜索。

      将公司内各种测量仪器的测量结果数据保存到数据库中。
测量结果数据可通过测量仪器以外的电脑进行搜索、阅览、编辑和打印。

1.测量准备

2.测量过程中

3.结果确认

4.结果编辑

功能列表

点击一次，

可查看过去的测量值趋势图。

可自由选择的结果显示。

在判定结果变更的同时，可输入变更的理由。
可将任何数据添加到分析结果中。

利用检索功能可筛选分析结果。

可比较过去测量时的能谱与现在正在测量的样品的

能谱。

只要选择测量部位，即可显示多个测量记录。只要输入品号，即可列表显示测量部位。

优先显示下一次应该测量的测量部位。

过去测量值趋势图显示

射线能谱比较显示

数据删除

将列表输出为Excel

将报告书输出为Excel

管理对象元素设定功能

电子数据的附加功能

用户登录功能

能谱输出

结果编辑


